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1a- Quel est le role de la diffraction des rayons X en physique ?
¢ XRD <liby (e lnadlainl (Say S il 4 Le o]
1b- Quels sont les résultats qu’on peut tirer des données de DRX ?
Par quel processus physique on produit des rayons X ? ¢ duisd) 4ai¥) Ly i ) 4l jull ddeall 8 -2
Comment peut-on réaliser ce processus physique ? 4. ) daleal) o2 2455 (Say 28 )
Quelles sont les techniques de production des rayons X ? € diwdl 4al¥l #Y deardiadll sl 4 L -z2
3a-Dessiner I’allure générale d’un spectre de rayons X et @ L) 439 oyl el-d‘ ebdll ) i3
3b- expliquer l'origine du spectre continu et 5 alall capdall Jual = 5d) -3
3c- expliquer l'origine du spectre de raies. A shall Cada Jual 7 58 23
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4a- Quel est le rdle de la spectrométrie de fluorescence X ?
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4b- Quels sont des phénomeénes physiques utilisés et le type d’échantillons mesurés en XRF ?
¢ ool 829a g0 9 Lag XRF Jae 48,k 8 L4
4c- En quoi consiste la méthode XRF et que trouve-t-on dans le spectre ?
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5a- Pourquoi les éléments Iégers ne sont-ils pas mesurables par fluorescence X ?
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5b- Quelles sont les approches possibles qu’on peut utiliser pour mesurer ces éléments légers ?
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6- En quoi consiste I’analyse thermique et dans quels domaines elle est appliquée ?
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